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schaft von großer Bedeutung ist. Darüber hinaus sollen natür-
lich auch andere Industriezweige, wie z. B. die Halbleiterindus-
trie und die Pharmaindustrie als wichtige Anwendungsfelder 
der Röntgenanalytik durch Vorträge und Poster vertreten sein. 
Neben den Vertretern der Industrie, sowohl im Bereich der An-
wendung als auch der Herstellung von Röntgenanalytiksyste-
men und Komponenten, ist auch die Teilnahme von Fachkollegen 
aus den Bereichen Forschung und Entwicklung mit interessan-
ten Ergebnissen herzlich willkommen. Die Fachtagung PRORA 
war und bleibt ein Forum der Diskussion von Forschern, Ent-
wicklern, Geräte- und Komponentenherstellern sowie Anwen-
dern auf dem Gebiet der prozessnahen Röntgenanalytik. Auch 
Studenten und Doktoranden der entsprechenden Fachrichtun-
gen sind wieder herzlich zur Teilnahme an der diesjährigen 
PRORA eingeladen. 

Es wird um die Anmeldung von Beiträgen bis zum 10. Septem-
ber 2009 gebeten. Das Programmkomitee behält sich die Ein-
ordnung als Vortrag oder Poster vor, um ausreichend Platz für 
Diskussionen zu schaffen. Die einzelnen Programmschwer-
punkte werden durch eingeladene Vorträge eingeleitet. 
Für die Vorstellung der Arbeitsgruppe »Analytische Röntgen-
physik« von Frau Professor Birgit Kanngießer, TU Berlin, ist ein 
Satelliten-Workshop am Samstag, dem 28. November 2009, 
vorgesehen. 

Auf dem Workshop sollen der aktuelle Stand der Forschungsar-
beiten der Arbeitsgruppe und insbesondere der Ausbau des 
»BLiX« (Berlin Laboratory for innovative X-ray technologies) 
vorgestellt und diskutiert werden. Zudem wird es genügend 
Raum für die Planung und Anregung von neuen Projekten ge-
ben. Im Zusammenhang mit diesem Satelliten-Workshop wird 
auch die Beratung des Stiftungsrats für die Stiftungsprofessur 
stattfinden. Anmeldungen werden ebenfalls bis zum 10. Sep-
tember 2009 erbeten. 

Am 26. und 27. November 2009 wird die Fachtagung PRORA 
»Prozessnahe Röntgenanalytik« zum 5. Mal am Wirtschafts- 
und Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof stattfinden. 
Neben der Tagung ist ebenfalls wieder eine begleitende Geräte-
ausstellung vorgesehen, auf der Hersteller ihre neuesten 
Produkte präsentieren können. 

Ein wichtiger Schwerpunkt der diesjährigen Tagung wird die 
Anwendung der prozessnahen Röntgenanalytik in der Photo-
voltaik sein. Damit wird ein besonders in Deutschland vertrete-
ner, sich dynamisch entwickelnder Industriezweig angespro-
chen, der für die zukünftige Energieversorgung der Gesell-

Ziele und Inhalte 
der Fachtagung 

Folgende Schwerpunktthemen 
sollen auf der Tagung behandelt werden:

Methodische Besonderheiten der Prozessanalytik

Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Geräten ■

Steuer- und Auswertesoftware für die Prozessanalytik ■

Strahlenschutzmaßnahmen für On-line Röntgenanalytik ■

Applikationen in der Industrie 

Prozessnahe Analytik für die Herstellung von Solarzellen  ■

 und in der Halbleiterindustrie 
Röntgenanalytik für die Nanotechnologie ■

Kontaminationskontrolle in der Halbleiterindustrie ■

Einsatz von Röntgenverfahren in der  ■

 Lebensmitteltechnologie
Methodenkombination für die Sicherheitstechnik ■

Neue röntgenanalytische Methoden 
(Forschungsvorlauf)

Ultrakurzzeitröntgendiffraktometrie als Verfahren  ■

 für die Materialwissenschaft
Röntgenmikroskopie ■

Verfahren zur Dünnschichtanalytik, Partikelanalyse  ■

 und Grenzflächenanalytik (z. B. GISAXS – Grazing Incidence 
Small Angle Scattering, SAXS, Röntgenrefraktometrie)

Neue Entwicklungen bei Komponenten 
für röntgenanalytische Geräte

Femtosekundenröntgenquellen für die zeitaufgelöste  ■

 Röntgenanalytik
Großflächige Detektionssysteme mit hoher  ■

 Orts- und Zeitauflösung 
Röntgenoptiken für verschiedene analytische Anwendungen  ■


